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二重回転ストークス偏光計は位相差板と偏光板を異なる回転比率で回転させ，フーリエ変換に

より入射光の偏光状態を定量的に表すストークス・パラメータ s=[s0, s1, s2, s3]Tを測定できる 1)．こ

の手法の最も有効な点は位相差板の波長分散をキャリブレーションできるため任意の光源が使用

できる点である．この二重回転法をより簡易的および高精度計測するために，位相差板，偏光板

のアライメントが不必要な手法を提案する． 

任意の偏光状態 sが任意の初期方位 θc, θpに設置した位相差板と偏光板を透過した光を検出器で

検出する．位相差板は複屈折位相差 δ，軸透過率比 γ の特性を持つ．γ は理想的な位相差板では１

であるが，実際には非常にわずかに異なることが多く，また位相差板が光軸に対して傾いた時に

より大きく異なってくる． 

２つの素子は 3ωt および 2ωt で二重回転させた光を検出すると光強度 I はフーリエ級数で示す

と, 

 
(1) 

ここで，フーリエ係数 a,b は， 

 

(2) 

となる. 

光強度 I をフーリエ変換し，位相から各偏光素子の初期方位 θc, θpを算出し，振幅から複屈折位

相差 δ，軸透過率比 γ が算出でき，同時にストークス・パラメータ s が算出できる． 

各素子の初期方位 θc=3°, θp=1°を与え，位相差板の複屈折位相差 δ=85.6°，軸透過率比 γ=1.015 を

もつ二重回転偏光計で，ストークス・パラメータ s=[1,0,1,0]Tを測定したとすると，上記のアルゴ

リズムで解析すると，θc=2.9958°, θp=0.9915°，γ=1.0150，δ=85.593°と算出でき，このパラメータを

用いてキャリブレーションを行ったストークス・パラメータ s=[1,-0.0003,0.9999,0,0001]Tがシミュ

レーション結果として得られたため，本キャリブレーションの有効性を示した． 
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+ a6! cos(6!t+ 2✓c) + b6! sin(6!t+ 2✓c) + a8! cos{8!t+ (4✓c � 2✓p)}+ b8! sin{8!t+ (4✓c � 2✓p)}
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